PHENOM XL

Thermo Fisher Scientific

rozliSeni < 14 nm, zvétseni az 100 000x

vzorky az 100 x 100 x 65 mm

prvni elektronovy snimek do jedné minuty

motorizovany stolek (X,Y), jedna optimalni

pracovni vzdalenost pro vSechny detektory

e opticky a elektronovy nahled pro rychlou orientaci
a presun kliknutim do oblasti zajmu

e stfedni Ci nizké vakuum pro snizeni nabijeni vzorku

e mnoho SW pro automatizaci kontroly kvality i s programovanim na miru

e jednoducha obsluha, pfivétiva cena, optimalni pro pouZiti v primyslu

SPECIALNi DRZAKY VZORKU PRO PHENOM XL

N

standardni eucentricky sledovani vzorkd pfi
a7 36 drzdkl @12mm pro naklon a otoceni namahani tahem (1000 N)

metalograficky na filtry 3D rekonstrukce povrchu

RYCHLY STOLNi SEM PRO VELKE VZORKY A PRUMYSL

PHENOM PHAROS

Thermo Fisher Scientific

PRVNIi STOLNi SEM S SCHOTTKYHO ZDROJEM ELEKTRONU

rozliSeni < 3 nm, zvétSeni az 1 000 000x

prvni elektronovy snimek po vloZeni vzorku do 25s

jedna optimalni pracovni vzdalenost pro BSD a volitelné SED a EDS
puadorysny opticky i elektronovy nahled pro rychlou orientaci a
motorizovany stolek pro pfesun kliknutim do oblasti zajmu
snizeni nabijeni vzorku pfti sttednim ¢i nizkém vakuu

jednoducha obsluha, malé prostorové naroky, kvalitni snimky a
privétiva cena

KVALITNI SNiMKY RYCHLE A JEDNODUSE




Modely stolnich
rastrovacich
elektronovych
mikroskopi
Phenom i
Phenom Pro
CeBs (> 1500 h)
20-134x, 80-150 000x 3-16x, 80-100 000x
BSD, volitelné SED a EDS BSD, volitelné SED a EDS
<10 nm, <8 nm <14 nm
5,10, 15 kV (4,8-15 kV)* 5, 10, 15 kV (4,8-20,5 kV)*
nizké, stredni, vysoké nizké, vysoké nizké, stredni, vysoké

32 mm (@) x 100 mm 32 mm (@) x 100 mm 100 x 100 x 65 (v) mm
* v pokrocilém madu je urychlovaci napéti volitelné v uvedeném rozsahu

Phenom XL
CeBs (> 1500 h)

Phenom Pharos
Schottky
20-134x, 200-1 000 000x
BSD, volitelné SED a EDS
<4nm,<3nm
5,10, 15 kV (2-15 kV)*

Parametry

Katoda (Zivotnost)

Zvétseni opt. a elektr.
Detektory

Rozliseni BSD a SED
Urychlovaci napéti
Vakuum v komore

Max. velikost vzorku

Specialni drzaky vzorkli u Phenom Pro a Pharos umoznuiji ziskat prvni
elektronovy snimek do 25s od vlozeni vzorku pro maximalni efektivitu prace

na vrtaky

standardni naklon a otoceni

metalograficky

s fizenim teploty
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Software pro automatizaci snimani, vyvhodnocovani a reportovani vysledku

EDS

thermoscientific stolni rastrovaci elektronové
mikroskopy fady Phenom poskytuji revolucné
intuitivni zplGsob ovladani, rychlou praci a
kvalitni snimky jak z SED a BSD tak prvkové
sloZeni z EDS integrovanych detektor(. Dosahuji
toho  vyuzZitim  motorizovaného  stolku,
elektronového a barevného optického nahledu
(s kamerou v ose svazku) pro dokonaly prehled
a rychly presun do rGznych i velmi vzdalenych
oblasti zajmu. Kvalitni a rychlé snimky spolu se
stabilnimi parametry svazku zajistuji
elektronové zdroje stfedni az vrchni tfidy.
Komplexnost nastaveni je ddle sniZzena stejnou
optimalni pracovni vzdalenosti pro vsechny
detektory i nékolika predem optimalizovanymi
nastavenimi snimani pro maximalni
jednoduchost pouzivani. Dlraz je dale kladen
na softwarovou automatizaci snimani a
vyhodnoceni dat nejen pro primyslové pouziti.
Jednd se o cenové privétivé, efektivni a
kompaktni stolni feSeni zakaznickych potreb.

PHENOM JE PROPRACOVANY SYSTEM RESENI
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